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半導體與電子技術快速發展，測試技術的提升至關重要。DIGITIMES 攜手 NI 國家儀器、優
立測科技舉辦創新測試論壇，匯聚產業專家與技術領袖，探討最新電子測量技術，整合全流
程測試自動化數據，掌握產品開發、驗證、量產關鍵環節。

本次論壇將由 NI 全球副總帶來主題演講揭開序幕，接著針對當前市場關注的智能測試創新
進行對談探討，特別邀請全球半導體製造龍頭、電子製造巨擘與深耕智能測試軟體領域的產
業專家，分享前瞻策略與創新思維，探討 AI 在製造與測試領域的創新應用與實務經驗，勾
勒測試技術發展與應用藍圖。

下午的 NI Test Forum 三大主題論壇同樣精彩可期，精心規劃了一系列兼具廣度與深度的豐
富議程，涵蓋最新測試軟硬體資訊、先進應用測試主題如矽光子與 HIL，以及多元使用者應
用分享，必定讓您滿載而歸。

https://events.ni.com/profile/web/index.cfm?PKwebID=0x14649168a6&varPage=home

Info

華南銀行國際會議中心 2 樓 (台北市信義區松仁路 123號)

捷運 - 淡水信義線
請搭乘淡水信義線至象山站，由1號出口前往，至松仁路右轉，步行約3分鐘。

捷運 - 板南線
請搭乘板南線至市府站，由3號出口前往。至松仁路右轉，步行約10分鐘。

*會場不提供免費停車位，可停周邊，建議您搭捷運前往
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